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DISPOZITIVE MICROOPTOELECTRONICE - S.0.001

1. Date despre disciplina

Facultatea Calculatoare, Informatica si Microelectronica

Departamentul Microelectronica si Inginerie Biomedicalad

Ciclul de studii Studii superioare de licenta, ciclul I

Programul de studiu 0714.9 Inginerie biomedicala

Anul de studiu Semestrul Tip de Categoria | Categoria de | Credite
evaluare formativa | optionalitate | ECTS

IT (invatdmant cu frecventa) v B S —de O- 4

specialitate obligatorie

2. Timpul total estimat

1 R Din care
Tli’lt:mj’lrz‘;n Ore auditoriale Lucrul individual
A Curs ) Studiul materialului .. .
invatamant Laborator/practice LP . Pregatire aplicatii
teoretic
120 30 15/15 30 30
3. Preconditii de acces la disciplina
Conform planului de | Matematica superioard, Fizica, Circuite si dispozitive electronice,
invatamant Masurari elctronice
Conform competentelor Cunoasterea conceptelor de bazad ale fizicii, matematicii superioare,

electronicii si functionarii componentelor electronice, masurarilor

electronice

4. Conditii de desfasurare a procesului educational pentru

Curs, Auditoriu echipat cu: calculator, proiector, tabla interactiva.
Note de curs sau manual, culegere de probleme.

Manuale, carti in domeniu in biblioteca UTM, 1n Internet.
Acces gratis la Internet.

Seminare Auditoriu cu tabla interactiva.
Manuale cu exercitii si probleme disponibile in biblioteca UTM, in Internet. Acces
gratis la Internet. Folosirea laptopurilor se permite exclusiv cu scopul lucrari practice.

Laborator Laborator dotat cu calculator, proiector, tabld interactivd, echipamente de masurari
analogice sau digitale, seturi de componente radioelectronice, plachete tip
BreadBoard pentru asamblarea circuitelor. Acces la Internet.

Indicatii metodice tiparite sau in forma electronica. Folosirea laptopurilor se permite
exclusiv cu scopul lucrarii de laborator.
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S. Competente specifice acumulate

Competente
profesionale

C1. Utilizarea adecvata a fundamentelor teoretice ale stiintelor ingineresti aplicate;

C1.1 Identificarea conceptelor de baza proprii stiintelor ingineresti aplicate.

C1.2 Explicarea structurii si functionarii componentelor diferitelor tipuri de echipamente
utilizand teorii si instrumente specifice (scheme, modelari, etc.).

Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor fi capabili:

C1.5 Implementarea de aplicatii in practica folosind fundamente teoretice ale stiintelor
ingineresti aplicate.

C4. Conceperea, proiectarea, executia si mentenanta componentelor sau sistemelor
bioingineresti

C4.1 Descrierea structurii si functionarii componentelor sau sistemelor bioingineresti.
C4.2 Explicarea rolului si a interactiunii dintre componentele unui sistem bioingineresc.
C4.5 Transpunerea solutiilor adoptate in proiectarea, executia si mentenanta sistemelor
bioingineresti.

Competente
transversale

CT1. Aplicarea, in contextul respectarii legislatiei, a drepturilor de proprietate
intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), principiilor, normelor si valorilor codului de
eticd profesionald in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficientd si
responsabild;

CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa si aplicarea de tehnici de
relationare si munca eficienta in cadrul echipei;

CT3. Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a
resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare;

6. Obiectivele disciplinei

Obiectivul general | Acumularea cunostintelor privind principiile de functionare a dispozitivelor micro-

optoelectronice, aplicatiilor de baza, domeniilor de functionalibitate in sisteme
biomedicale de masurari.

Obiectivele
specifice

Manipularea cu instrumentelor de masurare, testare a functionalitatii, depanare a
dispozitivelor microoptoelectronice in inginerie clinica, biomedicina etc.

7. Continutul disciplinei

Numarul de ore

Tematica activitatilor didactice invatamant cu
frecventa

Tematica prelegerilor

T1. Introducere
semiconductorilor. Teoria benzilor. Clasificarea semiconductorilor dupa criterii
chimice, fizice si functionale. Semiconductori intrinseci, extrinseci

in micro-optoelectronicd. Notiuni fundamentale din fizica 4
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T2. Fenomene de transport, parcursul liber, timpul de viata a purtatorilor de sarcina, 4

generarea si recombinarea in semiconductori.

T3. Jonctiuni metal-metal, metal — semiconductor, homojonctiuni si heterojonctiuni 2

semiconductoare.

T4. Clasificarea dispozitivelor microoptoelectronice. Dioda redresoare. 2

T5. Diode cu destinatii speciale: Zenner, stabistore, cu avalansa, varactore, p-i-n, 3

inverse, Esaki, tunel inverse.

T6. Dispozitive optoelectronice: fotodetectoare, fotodiode, fototranzistoare, 4

fototiristoare, celule fotoelectrice, celule fotoelectrochimice, diode

electroluminiscente, diode laser. Varactore variabile optic. Optocuploare,

optoizolatoare.

T7. Tranzistoare bipolare, heterobipolare, complementare. 3

T8. Tranzistoare cu efect de camp. 2

T9. Homostructuri comutatoare multijonctiune: dioda Shockley, tiristoare. 3

T10. Alte dispozitive cu semiconductori: Gunn, Hall, piezofotonice, piezofototronice, 2

cu cuplaj de sarcind, de radiatii.

T 11. Introducere in dispozitive nanoelectronice 1
Total ore prelegeri: 30

Tematica lucrarilor practice/seminarelor

Numarul de ore

invatamant cu

frecventa
LP1. Rezolvarea problemelor la subiectele T1,T2.
LP2. Rezolvarea problemelor la subiectele T3, T4. 2
LP3. Rezolvarea problemelor la subiectele T3, T4. 2
LP4. Rezolvarea problemelor la subiectele TS, T6. 2
LP5. Rezolvarea problemelor la subiectele T6. 2
LP6. Rezolvarea problemelor la subiectele T6. 2
LP7. Rezolvarea problemelor la subiectele T7 — T8. 2
LPS. Recapitulare prin test scris 1
Total lucrari 15
Numarul de ore
Tematica lucrarilor de laborator invatamant cu
frecventa
LL1. Tehnica securitatii muncii si securitatii electrice in laborator. Ridicarea 4
caracteristicilor TEC
LL2. Determinarea capacitatii de barierd a jonctiunii p-n sau Schottky. Sustinerea 4
lucrarii precedente
LL3. Ridicarea caractersiticii volt-amperice a diodei tunel. Sustinerea lucrarii 4

precedente
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LLA4. Studierea caracteristicilor tiristorului Sustinerea lucrarii precedente 4

LL5. Ridicarea caracteristicilor fotorezistorului si fotodiodei Sustinerea lucrarii 4

precedente

LL6. Ridicarea caracteristicii LED-urilor. Sustinerea lucrarii precedente. 4

LL7. Studierea caracteristicilor diodei si stabilitronului. Sustinerea lucrarii precedente 4

LL8. Sustinerea rapoartelor restante. 1
Total ore lucrari laborator de efectuat 15

Nota: Tematica lucrarilor de laborator este selectatda de cadrul didactic, pentru fiecare subgrup de
studenti, dar in limita nr de ore planificate.

8. Referinte bibliografice

Principale

1. A.Buzdugan, V.Sontea. Dispozitive microoptoelectronice. Manual cu problemar.
Chisinau, Pontos, 2020, p 484. Accesibil la biblioteca FCIM, in ELSE.

2. Principles of Semiconductor Devices
http://ecee.colorado.edu/~bart/book/book/title.htm

3. . B. Beanuko, B. I'. Py6anos, [ToxynpoBogHukoBbie IpuOOpHI M YCTPOUCTBA,
benropon: U3n-so BI'TY um. B.I'.Illyxosa, 2006. — 184 c.
http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9039/pp_pribor.pdf

Suplimentare

1. S.M.Sze, Physics of Semiconductor Devices, Second Edition, A Wiley-
Interscience Publication John Wiley & Sons, 1981.
https://archive.org/details/PhysicsOfSemiconductorDevices

2. I'.". bazup, ®uznueckue 0CHOBbI MUKPOAJIEKTPOHUKH, Y IbTHOBCK, YII' TV,
2006, 115 c http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/73.pdf
3. B.M.Crapocenbckuii. @u3uka noaymnpoBOAHUKOBEIX TPHOOPOB

MHUKPO3JIEKTPOHUKH, FOPAWT, Mocksa, Beiciiiee obpazoBanue, 2009, 463 ¢
https://file004.ru/jk9fsg7fsghajj8 ggshjuuisaoss7adsdh.Fizikapoluprovodnikovyhpriboro
vmikr pdf.rar.html

4. B. @. [TonnoB ®u3nueckue OCHOBBI MHUKPOIJIEKTpOHUKH, Tamb0B, 3. TI'TY
2001. http://window.edu.ru/resource/761/21761/files/popov2.pdf.

9. Evaluare

Periodicd] C .
P 1 P2 Curent | Studiu individual Proiect/tezl] Examen
15% 15% 15% 15% - 40%

Standard minim de performanta

Prezenta si activitatea la prelegeri, lucrari practice si lucrari de laborator;

Evaluarea curenta se efectueaza in baza rezultatelor lucrarilor de laborator.

Lucrul individual se efectueaza in baza participarii active la lucrari practice si problemelor rezolvate
individual acasa

Obtinerea notei minime de ,,5” la fiecare din evaluari;

Obtinerea notei minime de ,,5” la examen;

Demonstrarea in lucrarea de examinare finala a cunoasterii dispozitivelor microoptoelectronice
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